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１．概要（Summary） 
ケミカルループ法における高活性粒子開発として、

FIB-SEM により材料の評価のため、酸化鉄とセリア(それ

ぞれ数百 nm 程度 )の複合多孔質材料に関して、

FIB-SEM による数百回の連続した断面加工観察を行い、

三次元画像を構築したい。その際、反射電子像をとること

で、酸化鉄相とセリア相の分布、粒子系や界面量に関す

る情報を得たい。サンプル自体はペレット状であり、40%
程度の細孔を含む多孔質な材料である。 
２．実験（Experimental） 

酸化鉄相とセリア相の複合多孔質材料の三次元画像

を構築するため、Auto Slice & View （Figure-1）を行っ

た。 

   
Figure-1  Auto Slice & View 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
FIB のイオン励起二次電子像による表面観察から位置

ズレを補正しつつ、断面を連続して作製しながら、SEM
による観察を行い、300 回以上の電子励起反射電子像を

取得した。 
Figure-2 のイオン励起二次電子像と Figure-3 の電子

励起反射電子像は、それぞれ加工と観察の開始位置と終

了位置の画像となる。 

 
Figure-2  "Auto Slice & View" from the surface 

 
Figure-3  "Auto Slice & View" from the X-Section 
 
今後は Figure-3 で取得した、300 回以上の電子励起

反射電子像を使って、三次元像の再構築を行い、酸化鉄

相とセリア相の分布、粒子系や界面量に関する情報を得

たいと考えている。 
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